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SISITMA KAYNAGI:
HALOJEN LAMBA
gérunim
¥
kalibrasyon agirhigi
(danhil)
‘. '

-

tcgen destek (dahil)

\i - o
tava destegi (dahil) rizgar deflektord (dahil) paslanmaz celik numune

tepsisi (dahil)

= Yiksek hassasiyetli sicaklik ve nem sensori
= Halka halojen lamba esit sekilde isitir, kurutma stresini kisaltir
= | CD ekran, arka aydinlatmali
= Kalibrasyon yontemi: harici kalibrasyon
= |Isitma siresi ve sicakligl ayarlanabilir
= Veri gikisi
= Birim: g, MC% (nem igerigi), DC% (kuruluk igerigi),
AD% (kuruluk orani), AM% (nem geri kazanimi)

OZELLIKLER

Kod 8701-RM20 8701-RM30

Maksimum tartim 120g 120g

Karar (d) 5mg 1mg

Nem okunabilirligi 0,01% 0,01%

Nem igin ornek<10g LA +0,5%

hassasiyet | 6rnek210g [V +0,3%

Isitma kaynagi halojen lamba (450W)

Stabilizasyon siiresi 2,5s

Isinma siiresi 30~60 dakika

" Tartim kefesi boyutu R0

Isitma sicakligi araligi 60~200°C

Calisma sicakligi 13~25°C

Isitma modu standart 1sitma, kademeli isitma, hizli isitma

Kapatma modu

otomatik kapatma, manuel kapatma, zaman ayarl kapatma

Cikis RS232

Gii¢ kaynagi 220V, 50/60Hz

Boyut (LxWxH) 330x210x340mm

NEM ANALIiZORLERININ SECimi
Kizil6tesi lamba (8702-110)

NEM ANALIZORLERI

halojen
lamba

yatay géruntiuleme

8701-RM30

STANDART TESLIMAT
Ana linite
Kalibrasyon agirligi
Ucgen destek
Taban destegi
| Riizgar deflektéri

Paslanmaz gelik numune tepsisi
(8701-SSP)

OPSIYONELAKSESUARLAR
RS232 kablo 8304-CABLE *
Yazici 8303-PRINTER
Alliminyum numune tepsisi J:y{1\727:\12
B 8702-PAPER

*Bilgisayarlara baglanmak igin kullanilir

Halojen lamba (8701 serisi)

Ornek toz, macun, gézenekli, karmasik sert topaklar, blytk pargaciklar, pullar
morfolojisi bilesim, putarll Grin (6ncelikle ytuzey nemi)

Bilesen 1stya duyarli/ugucu maddeler igeren Uriinler bilesim kararh

stabilitesi (6rnegin gida maddeleri, eczacilik Grinleri) (inorganik maddeler, sert sifali bitkiler)
Su dagitimi ic/genel nem igerigi yuzeysel/sig nem

(iyice kurutulmasi gerekir)

(derin kurutmaya gerek yok)

Test yuksek hassasiyet, yiksek verimlilik, uzun vadeli istikrar lokalize hizli kurutma, disik frekans, spesifik
CECLENTTNIETN (yuksek frekansli test) malzemeler (d6kme sifali bitkiler gibi)
Riskten ayrismaya veya bilesenlerin buharlagsmasina yol agabilecek lokal asiri tek tip 1sitmanin neden oldugu asiri

kaginma

isinmadan kaginilmalidir; aksi takdirde 6lctim dogrulugu olumsuz etkilenebilir

kurumadan kaginin (lif kirllganhgr gibi)
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